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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-12: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité a 'onde sinusoidale amortie

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mopdiale ~de normalisation

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les question alisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autre es Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Sp ibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI")y>~Leur élaboration est corifiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le ité articiper Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen S i 3, CEl, participent

également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation™nte i S tion (ISO),

Dans le but d'encourager l'uniformité intern ationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transp ications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. ublications de la CEl et toutes publications
nationales ou régionales co espod

La CEI lant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équip i

Tous les utilisat enpossession de la derniére édition de cette publication
Aucune responsa a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y comrls S particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la ejudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelq que\na oit,/directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais

de justice) ette décotlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre i S

L'attentio i€ € éférences normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications

I'objet de droits. de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pasavoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61000-4-12 a été établie par le sous-comité 77B: Phénomenes
haute fréquence, du comité d'études 77 de la CEl: Compatibilité électromagnétique.

Elle a le statut de publication fondamentale en CEM en accord avec le Guide 107 de la CEl,
Compatibilité électromagnétique — Guide pour la rédaction des publications sur la compati-
bilité électromagnétique.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition, parue en 1995 et son
amendement 1 (2000), et constitue une révision technique des caractéristiques et des
performances du matériel d'essai. Elle ne traite que de I'essai d'immunité a I'onde sinusoidale
amortie.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -
Part 4-12: Testing and measurement techniques —

Ring wave immunity test

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for s
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obje

this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standard i ecifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides e : d “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a ittee’interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. ion tal and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in thi . |E aborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accorda vi
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matt possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since eac
interested IEC National Committees.

3)
4)
5)
6)
7) mployees, servants or agents including individual experts and
ational Committees for any personal injury, property damage or
whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
he publication,/use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
8) references cited in this publication. Use of the referenced publications is
9) AttentionN un to ibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

~JEC'shal not\be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61000-4-12 has been prepared by subcommittee 77B: High
frequency phenomena, of IEC technical Committee 77: Electromagnetic compatibility.

It has the status of a basic EMC publication in accordance with IEC Guide 107, Electro-
magnetic compatibility — Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1995 and its
amendment 1 (2000), and constitutes a technical revision of the characteristics and perform-
ance of the test equipment. It only addresses the ring wave immunity test.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/08d01013-7b67-4334-b05e-3d070e30b879/iec-61000-4-12-2006

-8- 61000-4-12 © CEI:2006

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
77B/509/FDIS 77B/519/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modijfie~avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstg
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publicati

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

@@
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
77B/509/FDIS 77B/519/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remai
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http;
the data related to the specific publication. At this date, the publicatio

nchanged until
ore.iec.ch" in

* reconfirmed;
* withdrawn;
» replaced by a revised edition, or

@@
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INTRODUCTION

La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie
Partie 2: Environnement

Description de I'environnement
Classification de I'environnement

Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites

Limites d'émission
Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne relé nités de produit)

Partie 4: Techniques d'essai et de mesure

Techniques de mesure
Techniques d'essai

-

Partie 5: Guide d'installation et d'atténu

Guide d'installation

procédures d’essai relatives aux ondes sinusoidales amorties.
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INTRODUCTION

IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment

Compatibility levels
Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under t e product committees)
Part 4: Testing and measurement te

Measurement techniques

Testing techniques

Part 5: Installation and r

Mitigation me@

Part 6: Generic stan

number identifying the\subdivision (example: 61000-6-1).

This part is an International Standard which gives immunity requirements and test procedures
related to ring waves.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-12: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité a I'onde sinusoidale amortie

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 61000 traite des méthodes d'essai des matériels électriques et
électroniques dans leurs conditions d'exploitation et des exigences en/matiere d'immunité

L'objet de cette norme fondamentale est d'établir les exigences cohstituer une
référence commune pour I'évaluation en laboratoire des perfor ments électriques
et électroniques destinés aux applications résidentielles, dustrielles, ainsi que

NOTE Comme décrit dans le Guide 107 de la CEIl, c’est une icati e’en CEM pour utilisation par
les comités de produits de la CEl. Comme indiqué ég i 07, il incombe aux comités de
produits de la CEIl la responsabilité de détermi il ce n cette norme d’essai d'immunité
et, si c’est le cas, ils ont la responsabilité de dé sai et les critéres de performance

— gammes de niveau
— matériel d'es
— installation d'essai

— procédure d'es

2 Référe
Les docum suivants sont indispensables pour I'application du présent document.
Pour les référen atées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la

CEI 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent, ainsi que celles

de la CEl 60050(161).

NOTE Plusieurs des termes et définitions les plus pertinents provenant de la CElI 60050-161 sont présentés parmi
les définitions suivantes.

3.1
salve
suite d'un nombre fini d'impulsions distinctes ou oscillation de durée limitée

[VEI 161-02-07]
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